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曲線を測定した。また、いくつかの条件下で、回折および透過のそれぞれのトポグラフを原子核
乾板 Ilford L4に記録した。 

 

結果および考察： 

 ZnO はウルツ鉱型結晶構造（六方晶系）をもち、主な転位としては、�0001�面内に延びる基底

面転位（バーガースベクトル b = 1

3

1120 ）と[0001]方向にのびる貫通転位（らせん転位 b = n 0001 , 

( n = ±1,±2,...) および刃状転位 b = 1

3

1120 ）が存在する。図2には、通常のビームによる0004と0110

の X線トポグラフを示しているが、それぞれ、おもに貫通転位と基底面刃状転位の面内分布が見
えている。 

 

 二結晶法による ZnO の回折強度曲線の半値幅は、場所に依存するが、平均的には2240反射で
1.1 arcsec（図 3）、 4400反射で 0.8 arcsecの程度であった。図 4に、2240反射と 0000（透過）の
X線トポグラフを示す。�c� の 2枚の画像は中央部が、回折ピークから約 0.5 arcsecずれた位置に
相当するが、その近傍で線状の転位コントラストが観察された。両者の像は、単純に白黒逆転し
ているのではなく、像の左右反転が起きていることから、基底面転位の面内投影像ではなく貫通
転位の断面像であると考えられる[2]。 

図 1．2結晶 X線トポグラフィーのセットアップ 

図 2． �a� 0004（ブラッグケース、λ = 0.15  nm）および �b� 0110（ラウエケース、λ = 0.0657  nm）
の X線トポグラフ。�a�のスケールは 0.1 mm。
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